
 

THz テクノロジープラットフォーム（TTP）への提案・登録書 
 
１． 提案名称 

テラヘルツ偏光イメージング分析装置 

 

２．所属・氏名 
慶應義塾大学理工学部物理学科・渡邉紳一 
 

３． 概要、及び簡単な仕様など 
・高分子材料を中心として、材料内部の異

方性をテラヘルツ偏光測定で計測すること

ができる。また提案者らが開発した解析ア

ルゴリズムを用いることで高分子材料内部

の歪み情報を得ることができる。 

・サイズは 60 cm×60 cm×60 cm 程度（写

真下部の定規は 30 ｃｍに対応）。 

・偏光子を高速回転モーターで回転させる

方式を用いることで、一点の計測時間を最

速２５ミリ秒まで短縮できる。 

 
４． 利用形態（TTP 説明資料のｐ２～ｐ３参照）  

(b) 慶應義塾大学サイトでのモニターとしての利用 

 
５． その他 

 「モニターとしての利用」とは、利用者にてサンプルをご用意いただき、慶應義塾大学に

て計測し、測定方法・測定結果等に関して、装置の完成度を上げるためのフィードバック

を提供いただくものです。 
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